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Физика конденсированного состояния
Condensed State Physics

Т а б л и ц а  2
Концентрация Al и Si в твердом растворе  
на основе алюминия в массивном образце

Ta b l e  2
The concentration of Al and Si in aluminum  
based solid solution on in a massive sample

Номер участка
Al Si

вес. % ат. % вес. % ат. %

1 98,19 (0,02) 98,26 1,81 (0,02) 1,74
2 98,28 (0,05) 98,35 1,72 (0,05) 1,65
3 98,31 (0,06) 98,38 1,69 (0,06) 1,62

П р и м е ч а н и е. В скобках указано среднее квадратичное отклонение.

При определении концентрации кремния в твердом растворе на основе алюминия в быстрозатвер-
девших фольгах проведены исследования распределения элементов в поперечном сечении по результа-
там сканирования поверхности с помощью рентгеноспектрального микроанализа. На рис. 4 представ-
лены результаты такого исследования у свободно затвердевшей стороны фольги. Небольшие (порядка 
0,5 мкм) яркие светлые включения на карте распределения кремния соответствуют кристаллам первич-
ного кремния. Темные участки на этой карте соответствуют ветвям дендритов алюминия. Между ними 
находится смесь алюминия и эвтектического кремния. Размеры таких ветвей достигают 4–5 мкм. 

Рис. 3. Микроструктура участка массивного образца (а) и рентгеновский спектр (б ),  
полученный из локального участка, не содержащего включений кремния

Fig. 3. Microstructure of a massive sample (a) and X-ray spectrum (b) obtained  
from a local area that does not contain silicon inclusions

Рис. 4. Распределение Al (а) и Si (б ) по поверхности участка поперечного сечения фольги,  
полученное в характеристическом рентгеновском излучении

Fig. 4. The distribution of Al (a) and Si (b) on the surface  
of the cross section of the foil, obtained in the characteristic X-rays


